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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T(Z)17626《电磁兼容 试验和测量技术》的第36部分。GB/T(Z)17626已经发布

了以下部分:
———GB/Z17626.1—2024 电磁兼容 试验和测量技术 第1部分:抗扰度试验总论;
———GB/T17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验;
———GB/T17626.3—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第3部分:射频电磁场辐射抗扰度

试验;
———GB/T17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;
———GB/T17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验;
———GB/T17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度;
———GB/T17626.7—2017 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、间谐波的测

量和测量仪器导则;
———GB/T17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验;
———GB/T17626.9—2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验;
———GB/T17626.10—2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验;
———GB/T17626.11—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分:对每相输入电流小于或等

于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验;
———GB/T17626.12—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第12部分:振铃波抗扰度试验;
———GB/T17626.13—2006 电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信

号的低频抗扰度试验;
———GB/T17626.14—2005 电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验;
———GB/T17626.15—2011 电磁兼容 试验和测量技术 闪烁仪 功能和设计规范;
———GB/T17626.16—2007 电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度

试验;
———GB/T17626.17—2005 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验;
———GB/T17626.18—2016 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验;
———GB/T17626.19—2022 电磁兼容 试验和测量技术 第19部分:交流电源端口2kHz~
150kHz差模传导骚扰和通信信号抗扰度试验;

———GB/T17626.20—2014 电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰

度试验;
———GB/T17626.21—2014 电磁兼容 试验和测量技术 混波室试验方法;
———GB/T17626.22—2017 电磁兼容 试验和测量技术 全电波暗室中的辐射发射和抗扰度

测量;
———GB/T17626.24—2012 电磁兼容 试验和测量技术 HEMP传导骚扰保护装置的试验

方法;
———GB/T17626.27—2006 电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验;
———GB/T17626.28—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验;
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———GB/T17626.29—2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中

断和电压变化的抗扰度试验;
———GB/T17626.30—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第30部分:电能质量测量方法;
———GB/T17626.31—2021 电磁兼容 试验和测量技术 第31部分:交流电源端口宽带传导骚

扰抗扰度试验;
———GB/Z17626.33—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第33部分:高功率瞬态参数测量方法;
———GB/T17626.34—2012 电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的

电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验;
———GB/T17626.36—2024 电磁兼容 试验和测量技术 第36部分:设备和系统的有意电磁干

扰抗扰度试验方法;
———GB/T17626.39—2023 电磁兼容 试验和测量技术 第39部分:近距离辐射场抗扰度

试验。
本文件等同采用IEC61000-4-36:2020《电磁兼容(EMC) 第4-36部分:试验和测量技术 设备和

系统的有意电磁干扰抗扰度试验方法》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《电磁兼容 试验和测量技术 第36部分:设备和系统的

有意电磁干扰抗扰度试验方法》;
———为与参考文献保持一致,将第3章中引用的IEC60050-161:2018更正为IEC60050-161:

1990,国际标准有误。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC246)提出并归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、中国电力科学研究院有限公司、厦门海诺达科学仪

器有限公司、浙江钱江机器人有限公司、深圳市韬略科技有限公司、苏州泰思特电子科技有限公司、工业

和信息化部电子第五研究所、中国计量科学研究院、中国汽车工程研究院股份有限公司、北京邮电大学、
中国汽车技术研究中心有限公司、上海电器设备检测所有限公司、浙江诺益科技有限公司、广州市诚臻

电子科技有限公司、中国合格评定国家认可中心、上海市计量测试技术研究院、东南大学、航科质测

(西安)科技有限公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、北京化工大学、江苏省电子信息产品

质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心)、大明电子股份有限公司、重庆青山工业有限责任公

司、中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院、广东汉为信息技术有限公司、深圳市湘凡科技有

限公司。
本文件主要起草人:崔强、陈政宇、谢辉春、付君、张建功、朱文立、黄攀、黄雪梅、李志鹏、石丹、
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引  言

  电磁兼容性是电气和电子设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不

能承受的电磁骚扰的能力。电磁兼容问题是影响环境及产品质量的重要因素之一,其标准化工作已引

起国内外的普遍关注。在这方面,国际电工委员会(IEC)制定的IEC61000系列标准是制造业、信息产

业、电工电气工程及能源、交通运输业、社会事业及健康、消费品质量安全等领域中的通用标准,分为综

述、环境、限值、试验和测量技术、安装和减缓导则、通用标准6大类。我国已经针对该系列标准开展了

国内转化工作,并建立了相应的国家标准体系。
在该标准体系中,GB/T(Z)17626《电磁兼容 试验和测量技术》是关于电磁兼容领域试验和测量

技术方面的基础性标准,旨在描述传导骚扰、辐射骚扰等电磁兼容现象的抗扰度试验等内容,拟由39个

部分构成。
———第1部分:抗扰度试验总论。目的在于提供电磁兼容标准中有关试验和测量技术的使用性指

导,并对选择相关的试验提供通用的建议。
———第2部分:静电放电抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气和电子设

备遭受静电放电时的性能。
———第3部分:射频电磁场辐射抗扰度试验。目的在于建立电气、电子设备受到射频电磁场辐射时

的抗扰度评定依据。
———第4部分:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气

和电子设备的供电电源端口、信号、控制和接地端口在受到电快速瞬变脉冲群干扰时的抗扰度

性能。
———第5部分:浪涌(冲击)抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气和电子

设备在受到浪涌(冲击)时的抗扰度性能。
———第6部分:射频场感应的传导骚扰抗扰度。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气

和电子设备在收到由射频场感应的传导骚扰时的抗扰度性能。
———第7部分:供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则。目的在于规定可用于根

据某些标准给出的发射限值对设备逐项进行试验,以及对实际供电系统中谐波电流和电压进

行测量的仪器。
———第8部分:工频磁场抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估家用、商业和

工业用电气和电子设备处于工频(连续和短时)磁场中的抗扰度性能。
———第9部分:脉冲磁场抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估居住、商业和

工业用电气和电子设备处于脉冲磁场中的抗扰度性能。
———第10部分:阻尼振荡磁场抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估中、高压

变电站中电气和电子设备处于阻尼振荡磁场中的抗扰度性能。
———第11部分:对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试

验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气和电子设备在经受电压暂降、短时中断

和电压变化的抗扰度性能。
———第12部分:振铃波抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估在实验室中居

住、商业和工业用电气和电子设备的抗扰度性能,同样也适用于发电站和变电站的设备。
———第13部分:交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验。目的在于建立通用的

和可重现的基准,以评估电气和电子设备对谐波、间谐波和电网信号频率的低频抗扰度性能。
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———第14部分:电压波动抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气和电子

设备在受到正和负的低幅值电压波动时的抗扰度性能。
———第15部分:闪烁仪 功能和设计规范。目的在于为所有实际的电压波动波形显示正确的闪烁

感知电平。
———第16部分:0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度试验。目的在于建立电气和电子设备经受共

模传导骚扰测试的通用和可重复性准则。
———第17部分:直流电源输入端口纹波抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,用以

在实验室条件下对电气和电子设备进行来自如整流系统和/或蓄电池充电时叠加在直流电源

上的纹波电压的抗扰度试验。
———第18部分:阻尼振荡波抗扰度试验。目的在于建立通用的和可重现的基准,以评估电气和电

子设备在受到阻尼振荡波时的抗扰度性能。
———第19部分:交流电源端口2kHz~150kHz差模传导骚扰和通信信号抗扰度试验。目的在于

确认电气和电子设备在公用电网下工作时能承受来自诸如电力电子和电力线通信系统(PLC)
等的差模传导骚扰。

———第20部分:横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰度试验。目的在于给出TEM 波导的性能、
用于电磁兼容试验的TEM波导的确认方法、在TEM波导中进行辐射发射和抗扰度试验的试

验布置、步骤和要求。
———第21部分:混波室试验方法。目的在于建立使用混波室评估电气和电子设备在射频电磁场中

的性能和确定电气电子设备的辐射发射等级的通用规范。
———第22部分:全电波暗室中的辐射发射和抗扰度测量。目的在于规定在同一个全电波暗室内进

行辐射发射和辐射抗扰度的通用确认程序、受试设备的试验布置要求和全电波暗室测量方法。
———第23部分:HEMP和其他辐射骚扰防护装置的试验方法。目的在于通过描述 HEMP试验的

基本原理,以及防护元件试验的理论基础(试验概念)、试验配置、所需设备、试验程序、数据处

理等重要概念。
———第24部分:HEMP传导骚扰保护装置的试验方法。目的在于规定 HEMP传导骚扰保护装置

的试验方法,包括电压击穿和电压限制特性的试验,以及电压和电流快速变化时的残余电压的

测量方法。
———第25部分:设备和系统HEMP抗扰度试验方法。目的在于建立通用的和可重现的基准,用于

评估遭受HEMP辐射环境及其在电源、天线、I/O信号线和控制线上产生的传导瞬态骚扰时

的电气和电子设备性能。
———第27部分:三相电压不平衡抗扰度试验。目的在于为电气和电子设备在受到不平衡的供电电

压时的抗扰度评价建立参考。
———第28部分:工频频率变化抗扰度试验。目的在于为电气和电子设备在受到工频频率变化时的

抗扰度评价提供依据。
———第29部分:直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。目的在于建立

评价直流电气、电子设备在经受电压暂降、短时中断和电压变化时的抗扰度的通用准则。
———第30部分:电能质量测量方法。目的在于规定50Hz交流供电系统中电能质量参数测量方法

及测量结果的解释。
———第31部分:交流电源端口宽带传导骚扰抗扰度试验。目的在于建立通用的基准,以评估电气

和电子设备交流电源端口在遭受有意和/或无意宽带信号源产生的传导骚扰时的抗扰度。
———第32部分:高空电磁脉冲(HEMP)模拟器概要。目的在于提供国际上现有的系统级 HEMP

模拟器以及它们作为抗扰度试验与验证设备时所需要的相关信息。
———第33部分:高功率瞬态参数测量方法。目的在于给出高功率电磁瞬态响应波形的测量方法和
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特征参数的信息。
———第34部分:主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验。

目的在于建立评价电气和电子设备在经受电压暂降、短时中断和电压变化时的抗扰度的通用

准则。
———第35部分:高功率电磁(HPEM)模拟器概述。目的在于提供国际上现有的系统级 HPEM 窄

带(窄谱)和宽带(宽谱、亚超宽谱和超宽谱)模拟器以及它们作为抗扰度试验与验证设备时所

需要的相关信息。
———第36部分:设备和系统的有意电磁干扰抗扰度试验方法。目的在于为评估设备和系统对有意

电磁干扰源的抗扰度提供了确定试验水平的方法。
———第37部分:谐波发射符合性试验系统的校准与验证协议。目的在于为制造商、终端用户、独立

实验室、其他组织机构提供系统化指导,以规定一定谐波电流发射范围内适用的合规状态。
———第38部分:电压波动和闪烁合规测试系统的测试、验证和校准协议。目的在于为由型式试验

设备组成的系统提供定期校准和验证的指南和方法。
———第39部分:近距离辐射场抗扰度试验。目的在于建立通用的基准,以评估暴露于近距离源的

辐射射频电磁场中的电气电子设备的抗扰度要求。
———第40部分:调制或失真信号功率的数字测量方法。目的在于介绍两种适用于波动或非周期负

载下功率量测量的数字算法,并说明所提出的算法的工作原理。
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电磁兼容 试验和测量技术

第36部分:设备和系统的有意电磁干扰

抗扰度试验方法

1 范围

本文件描述了用于评估设备和系统对有意电磁干扰(IEMI)源的抗扰度试验电平的确定方法,介绍

了一般的IEMI问题、IEMI源参数、试验限值的推导,并总结了实际试验方法。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
衰减 attenuation
因吸收和散射而导致的电场、磁场或电流、电压幅值的减小,衰减值通常用分贝(dB)表示。
[来源:IEC61000-2-13:2005[3]1),3.1]

1) 方括号内的数字指参考文献编号。

3.1.2
频段比 bandratio
在包含90%能量的频段中,频率上限和频率下限的比值。
注:频谱中如果含有大量的直流成分,频率下限定义为1Hz。

[来源:IEC61000-2-13:2005[3],3.2,有修改]

3.1.3
十倍频程频段比 bandratiodecades
以十倍频程表示的频段比:十倍频程频段比=lg(频段比)。
[来源:IEC61000-2-13:2005[3],3.3]

3.1.4
猝发 burst
数量有限且清晰可辨的脉冲序列或持续时间有限的振荡。
注:当出现多个猝发时,通常定义猝发之间的时间。

[来源:IEC60050-161:1990[19],161-02-07,有修改]
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